Ceské vysoké uceni technické v Praze

Fakulta jaderna a fyzikalné inzenyrska

Katedra inzenyrstvi pevnych latek

Obor: InZenyrstvi pevnych latek

Priprava tenkych vrstev vysokoteplotnich
supravodici typu REBCO na monokrystalickych
substratech metodou I1JD

Preparation of high temperature superconductors
based on REBCO on monocrystalline substrate by
IJD method

BAKALARSKA PRACE

Vypracoval: Martin Kolar
Vedouci prace: Ing. Jakub Skoc¢dopole
Rok: 2023



Student:

Studijni program:

Obor:

Akademicky rok:

Ndzev prdce:
(cesky)
Ndzev prdce:

(anglicky)

CESKE VYSOKE UCENI TECHNICKE V PRAZE

FAKULTA JADERNA A FYZIKALNE INZENYRSKA

Katedra inZenyrstvi pevnych ldtek

ZADANI BAKALARSKE PRACE
Martin KolaF

Aplikace p¥irodnich véd

InZenyrstvi pevnych litek

2021/2022

Priprava tenkych vrstev vysokoteplotnich supravodi¢i typu
REBCO na monokrystalickych substratech metodou LJD

Preparation of high temperature superconductors based on
REBCO on monocrystalline substrate by LJD method

Pokyny pro vypracovani:

Metoda Ionized Jet Deposition (IJD) predstavuje pokro€ily ndstroj pfipravy tenkych vrstev
zachovavajici stechiometrii deponovaného materidlu. Bakaldfskd price je zaméfena na
piipravu tenkych vrstev vysokoteplotniho supravodi¢e REBCO s charakterizaci struktury
vyslednych vrstev. Na zdkladé reSerSe student zvoli depozi¢ni parametry pro pfipravu prvni
sady vzorkd. Tenké vrstvy bude pfipravovat na sadu riznych monokrystalickych substrata
jako jsou MgO, LaAlOs atd. Pripravené vzorky tenkych vrstev budou analyzoviny pomoci
rentgenové difrakce, SEM, EDS a dalSich metod dle potfeby. Na zdklad¢ dat z analyz student
upravi depozi¢ni parametry tak, aby dosdhl co nejlepSich vlastnosti pfipravenych vrstev
s ohledem na vyuziti v primyslu vysoko teplotnich supravodic.

Pfi feSeni postupujte podle nasledujicich bodu.
I. ReSerSni/teoreticka Cast
1) Popis metody lonized Jet Deposition.
2) Vlastnosti tenkych vrstev vysokoteplotnich supravodi¢ii na bazi REBCO.
3) Ziakladni popis analytickych metod vyuZivanych k charakterizaci morfologie a
mikrostruktury tenké vrstvy.

II. Experimentélni ¢ast
1) Popis pouzitych experimentdlnich zafizeni a testovanych vzorku.
2) Realizace depozi¢nich a charakteriza¢nich experimentii.
3) Zpracovani ziskanych dat.
4) Diskuze dosazenych vysledkii.
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